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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAI DES CABLES METALLIQUES
DE COMMUNICATION —

Partie 4-8: Compatibilité électromagnétique (CEM) —
Admittance de couplage capacitif

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiakg alisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de fa a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm aines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités ationales,

des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des SpeC|f|cat| s aceessible S (PAS) et des
Guides (ci-apres dénommeés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabor, ¢ ités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le SUJ

travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation |
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

comme telles par les Comités nationaux de la . S isghnables sont entrepris afin que la CEI

s'assure de I'exactitude du contenu techniqyé€ de ses ptiblications; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétati i i un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I' és’nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de Jublications de la CEIl dans leurs publications
natlonales et régionales, Tou e div rextoute Publication de la CEI et toute publication nationale ou

La CEIl n’a préyd\au < arquage valant indication d’approbation et n’engage pas sa
responsabilité e@ Qi L ofmes a une de ses publications.

Tous les utilisateur

Aucune responsabile\ne it @ i e 3 , a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y cQMpKs s papticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de ¢judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage d€ soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute

référencées exs obllgalre pour une application correcte de la présente publlcatlon

L’attention est attirée_sgur le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent faire I'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62153-4-8 a été établie par le comité d'études 46 de la CElI:
Cébles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
46/194/FDIS 46/203/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METALLIC COMMUNICATION CABLE TEST METHODS -

Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) —
Capacitive coupling admittance

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s{andard at|on comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj&ct of to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elegth A
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stanfards)\Technicak Spesifications,
Technical Reports, Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides 8 “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; an iQ A interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work ) ental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in (o)) borates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in N \
agreement between the two organizations.

sittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possjble 8 al and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicatio g 2Spo regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

6) All users should 2 st edition of this publication.

7) No liability shall atta
members of its tech ¢ € National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of(an Q S whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising Qut ‘of ication; use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

patent rights. C shalNnot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62153-4-8 has been prepared by IEC technical committee 46:
Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and
accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
46/194/FDIS 46/203/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Une liste de toutes les parties de la CEIl 62153, sous le titre général: Méthodes d’essai des
cables métalliques de communication, est disponible sur le site web de la CEL.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
S
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A list of all parts of the IEC 62153 series, under the general title: Metallic communication cable
test methods , can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
S
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METHODES D’ESSAI DES CABLES METALLIQUES
DE COMMUNICATION —

Partie 4-8: Compatibilité électromagnétique (CEM) —
Admittance de couplage capacitif

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 62153 s’applique aux cables métalliques de({communication. Elle
spécifie une méthode d’essai pour la détermination de I'admittance de gouplage_capacitif par la
mesure de la capacité traversante soit au moyen d’un pont capaciti 2
impulsion.

2 Reéférences normatives

s'applique.

CEI 60050-726, Vocabulaire Electrote
transmission et guides d'ondes

CEl 62153-4-1, tal
Compatibility (E
3 Termes et d

Pour les beso
CEI 6119

R

3.1
admittance de co age capacitif
Yc
quotient du courant induit dans le circuit secondaire (intérieur) par la tension dans le circuit
primaire (extérieur)

Pour des cables uniformes électriquement courts:
Yc = joCy

NOTE 1 Bien que la plupart des cables présentent un couplage capacitif négligeable, dans le cas d’'un céable a
tressage individuel détendu, le couplage a travers les trous de I’écran est décrit en termes de capacité traversante
Ct ou d’admittance de couplage capacitif Y.

NOTE 2 Pour les cables multiconducteurs, les conducteurs intérieurs sont court-circuités ensemble.

1A publier.
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